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1 INTRODUCAO

Neste trabalho realiza-se a caracterizacdo de amostras de ceramicas
supercondutoras do sistema YzBasCugxFexOis (Y358), com as seguintes
concentragbes de ferro: x=0,0597, x=0,0625, x=0,0925 e x=0,1225, através da
técnica de Microscopia Eletrénica de Varredura (MEV). A substituicdo de ferro no
sitio do cobre produz efeitos interessantes tanto do ponto de vista das propriedades
magnéticas como estruturais. Assim, caracterizacdo da microestrutura das amostras
estudadas neste trabalho é fundamental para a otimizacdo de rotas de preparo e
entendimento das propriedades fisicas deste material.

2 REFERENCIAL TEORICO

Desde a descoberta dos cupratos supercondutores [1] 0s sistemas com itrio
sdo 0s mais estudados. Existem varias fases estequiométricas para a familia de
cupratos com itrio. Dentre elas, destaca-se o sistema YBa,CusO7 (Y123) [2] cuja
temperatura critica (Tc) é da ordem de 93 K. Recentemente, Aliabadi et al. [3] e
Tavana et al. [4] encontraram uma nova estequiometria Y3;BasCuig(Y358), também
supercondutora em Tc de 104K, despertando o interesse da comunidade cientifica.

3 MATERIAIS E METODOS

Neste trabalho utilizaremos um Microscépio Eletrébnico de Varredura, em
modo alto e baixo vacuo, Jeol, JSM - 6610LV, com microssonda de EDS, localizado
no Centro de Microscopia Eletronica do Sul (CEME-SUL) da Universidade Federal
do Rio Grande (FURG). Um microscopio eletrénico de varredura (MEV) é formado
basicamente por uma coluna 6tico-eletronica (canhdo de elétrons), uma unidade de
varredura, camara de amostra, sistema de detectores e do sistema de visualizacéo
da imagem. A funcdo do canh&o de elétrons é a producéo do feixe de elétrons com
energia e quantidade suficiente para ser captado pelos detectores. Tal feixe
eletrbnico é entdo desmagnificado por varias lentes eletromagnéticas, com o intuito
de produzir um feixe de elétrons focado, de pequeno didametro, em uma determinada
regido da amostra. Quando o feixe de elétrons incide sobre a amostra, ha uma
interacdo com o0s atomos da mesma, gerando particulas e radiacOes;
proporcionando informagdes sobre a microestrutura do material.



MPU

4 RESULTADOS e DISCUSSAO

A partir das imagens obtidas através do microscépio eletrénico de varredura
(MEV), observou-se um indicio que as amostras analizadas sdo homogénias e que o
aumento da quantidade de ferro resulta em uma diminuicdo da porosidade e no
maior refinamento do tamanho de grdo das mesmas. Logo, a amostra (d) apresenta
uma microestrutura mais fina e homogénea, parecendo melhor sinterizada.
Enquanto a amostra (a) parece ter menos ligacdes entre os graos.

Figura 1 — Imagem com ampliacdo de 5000 vezes das amostras de
Y3;BasCug—«FexOig para: (a) x=0,0597 (b) x =0,0625 (c) x=0,0925 (d) x=0,1225

5 CONSIDERACOES FINAIS

Este trabalho faz parte de pesquisa basica realizada na area de fisica da
matéria condensada. Seu principal objetivo é o entendimento do papel do ferro na
estrutura do Y358, importante na compreensdo do seu efeito nas propriedades
fisicas deste material. Tal estudo também abrange conhecimentos da ciéncia dos
materiais, de forma que muitas das técnicas utilizadas possuem utilidade nas
pesquisas desenvolvidas especialmente na engenharia mecanica.
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